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Beriihrungslose Oberflachenerfassung mit
Submillimetergenauigkeit

* Untersuchung verschiedener Sensoren
— Perceptron ScanWorks-V5 + ROMER Messarm
— MicroEpsilon ScanControl 2700-100
— David Laserscanning System (low-cost)
— Microsoft Kinect (low-cost)

 Anwendungsspezifische Genauigkeitsanalyse

— Mdglichkeiten und Grenzen bei der Erfassung
organischer Oberflachen (Pflanzen)

— Abhangigkeit der Messqualitat von der N
Aufnahmesituation

Prof. Dr.-Ing. Heiner Kuhimann Professur fir Geodasie, Institut fiir Geodasie und Geoinformation, Universitat Bonn




